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摘要  利用ICP-AES法测定了铋系超导前驱粉（BSCCO）中Fe，Cr，Ni，Si，Al和Ba等微量杂质元素，优化

了仪器测定参数并研究了酸的种类及浓度对测定结果的影响。系统研究了BSCCO基体元素Bi，Sr，Pb，Ca和
Cu对微量杂质元素测定的干扰，分别测定了每个基体元素对测定元素的校正系数并组成交互干扰校正矩阵，采用
全选主元高斯消去法计算出基体元素产生的背景等效浓度，再计算出样品的真实浓度。用此方法对合成标样中的

上述微量杂质元素进行了测定，分析结果的回收率99.5％～100.5％，测定了实际样品中的杂质元素，并与

ICP-MS法进行了对比，二者结果一致。  
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